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摘要(译)

公开了一种用于液晶面板的缺陷校正方法，包括以下步骤：当连接多个
像素时，从信号供应线切断其他像素的像素电极，以便通过TFT驱动其
他像素在多个像素中具有最高透光率的滤色器的像素的像素。本发明公
开了另一种用于液晶面板的缺陷校正方法，该液晶面板包括预先形成的
用于连接彼此相邻的像素的校正布线，包括步骤：当出现缺陷像素时，
电连接缺陷像素的像素电极到与缺陷像素相邻的像素的那个。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cbf01dbc-b578-47a4-940c-3820a0614fb9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018675932/publication/US6717648B2?q=US6717648B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6717648.PN.&OS=PN/6717648&RS=PN/6717648

